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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 16-3: Mechanical tests on contacts and terminations —
Test 16¢c: Contact-bending strength

FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IE€* is” to [

agréement between the two organizations.

The| formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressy.'as’ nearly as possible, an inter
conpensus of opinion on the relevant subjects since each technical\committee has representation f
intefested IEC National Committees.

IEC| Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC N
Committees in that sense. While all reasonable efforts are 4nade to ensure that the technical content
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
mis|nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible in‘their national and regional publications. Any divg
betyveen any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indi
the [atter.

IEC| provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
equjpment declared to be in conformity with an IEC Publication.

All yisers should ensure that they haye:the latest edition of this publication.

No Jiability shall attach to IEC of its' directors, employees, servants or agents including individual exp¢g
mermbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dar
oth¢r damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feq
expenses arising out of-the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
Pulblications.

Attgntion is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publica
indigpensable for. the correct application of this publication.

Attgdntion is dfawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
pat¢nt rights\IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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This standard cancels and replaces test 16¢c of IEC 60512-8, issued in 1993. This standard is
to be read in conjunction with IEC 60512-1 and IEC 60512-1-100 which explains the structure
of the IEC 60512 series.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1885/FDIS 48B/1918/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 60512 series, under the general title Connectors for electronic
equipment — Tests and measurements, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
* anpended.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 16-3: Mechanical tests on contacts and terminations —
Test 16c: Contact-bending strength

1 Scope and object

This g
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NOTE
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The following referenced documents are indispensable for the application of this docy

For d4
of the

IEC 6
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3 P

3.1

The sj

art of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for testing’ele
ctors within the scope of technical committee 48. It may also be used for similar d
Specified in a detail specification.

bject of this part of IEC 60512 is to detail a standard test method to-determine the
ontact to withstand a specified bending moment or force. If so ispéecified in the
cation, forces other than bending may be applied.

gh this test is illustrated for the mating area of cylindrical_¢ontacts, and is parti
able to those with a mating diameter of 1,2 mm or lessyits use for contacts with

given under Clause 6, i), j) and k), to enable theltest to be done. Furthermore,
bd for any part of a connector (such as a keying. or polarizing device; cable supg
it latching feature) provided that sufficient detailis given in the detail specification

In some cases, IEC 60068-2-21 may be cited in the,detail specification.

prmative references

ted references, only the edition cited applies. For undated references, the latest ¢
referenced document (including any amendments) applies.

D512-1-1, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Pal
al examination | Test 1a: Visual examination

Feparations

Preparation of specimen

ctrical
bvices

ability
detail

ularly
other

ptries is not excluded. In which case, the detail spegification shall contain sufficient

t may
ort or

ment.
edition

rt 1-1:

cified

in the detail specification. Any preconditioning given in the detail specification shall be

applie

3.2

d.

Equipment

For the application of the specified loads, a suitable device able to provide the controls on the
loads (intensity, rate of increase, time of constant load application) shall be required (e.g.: a
universal materials testing machine).

If the detail specification requires special preconditioning of the specimen, all the necessary
equipment and process steps describing such conditioning shall be included.
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4 Mounting

If mounting of the specimen is appropriate, it shall be as specified in the detail specification.

Figure 1 shows an example of mounting and clarifies details to be given in the detail
specification.

A 4

0.8L A

R el

M
IEC 1004/08

Key

L Full engagement Iength of the contact under

test

P Point and dirgction of application of force

Sp Permanehnt set

M Mounting or support means

Figure 1 — Contact bending (example)

5 Test method

5.1 |General

The specifiedibending moment or force shall be applied, at a specified rate until the sp¢cified
value |is réached. This shall be maintained for 1 minute. The load shall then be removed. This
procegurésshall be applied at four points mutually at right angles to each other. For solid (e.g.
turned)y—cytimdricat—comntacts—that—are—axi=symmetricat,—omnty omeprocedure s Tnecessary. |f
permanent set, exceeding that allowed, results from the foregoing, a new sample shall be
used.

NOTE In the case of asymmetric (stamped and formed) contacts, more procedures should be performed choosing

‘worst case’ positions.

5.2

5.2.1

Measurements and requirements

Before testing

Visual examination according to IEC 60512-1-1 shall be carried out.
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5.2.2 During testing

The deflection and permanent set of the contact, measured at the point of application of that
load shall be measured.

NOTE In the case of a contact being made from a highly resilient material (e.g. spring steel or beryllium copper)
the deflection may be large whilst the permanent set is negligible.

The permanent set shall not exceed any value(s) given in the detail specification

5.2.3  After testing

Visual examination according to TEC 60512-1-1 shall be carried out.

6 Details to be specified

Whenl|this test is required by a detail specification, the following shall be given therein.

a) if preconditioning is required;

b) if Ihe specimen is to be wired, if so details of this;

c) if gpecial mounting of the specimen is required;

d) maximum force to be applied;

e) poalint of application of force and relationship to mounting or support means;

f) rale application of force;

g) anly allowable permanent set;

h) number of specimens to be tested;

i) if [EC 60068-2-21 is to be used;

j) if the geometry of the contact requires’special equipment, and if so, details of this;
k) anly deviation from the standard.t€st method.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 16-3: Essais mécaniques des contacts et des sorties —
Essai 16c: Tenue des contacts au pliage

1:2008

AVANT-PROPOS

La |Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale dey‘normg
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la‘CEl). L3
pouf objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation d
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités £ publie des
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessi
pubjic (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confié
conjités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut particip

lisation
CEl a
hns les
Normes
bles au
P a des
er. Les

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en ({liaison avec la CEl, participent

égajement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Intern@tionale de Normalisatiof
selgn des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les|décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions téchriques représentent, dans la
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donhé que les Comités nationaux de
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les| Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont 4§
conjme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les<efforts raisonnables sont entrepris afin qug
sure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue resp
de lléventuelle mauvaise utilisation ou interprétation quicen)jest faite par un quelconque utilisateur final.

Darls le but d'encourager I'uniformité internationale, 1€s, Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEl dans leurs publ
natipnales et régionales. Toutes divergences .entre toutes Publications de la CEIl et toutes publ
natipnales ou régionales correspondantes daoivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La |CEl n'a prévu aucune procédure de~marquage valant indication d’approbation et n'engage
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

To

Audune responsabilité ne doit”étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilia
maindataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des (
natipnaux de la CEI, pour tout ‘préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de to
donmpmage de quelque natute que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CH
autre Publication_de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

les utilisateurs doivent s'assurengu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publicatig

L'atfention est atfitée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publ
réfgrencées est\obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention_est-attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuve
I'oblet dé” droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre teny

respon’sable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence|
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La Norme internationale CEl 60512-16-3 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs,
du comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

La présente norme annule et remplace I'essai 16¢c de la CEl 60512-8, publiée en 1993. La
présente norme doit étre lue conjointement avec la CEl 60512-1 et la CEl 60512-1-100 qui
explique la structure de la série CEI 60512.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS

Rapport de vote

48B/1885/FDIS

48B/1918/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEIl 60512, dont le titre général est Conne
pour ¢quipements électroniques — Essais et mesures, peut étre consultée sur le site) W

la CEl.

Le cdmité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié‘avant la d
maint¢nance indiquée sur le site web de la CEl sous "http://webstore.iec.ch" dar
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reg¢onduite,

* supprimée,
* remmplacée par une édition révisée, ou

* amendée.

cteurs
eb de

ate de
s les
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 16-3: Essais mécaniques des contacts et des sorties —
Essai 16c: Tenue des contacts au pliage

1 Domaine d'application et objet

La pré

pour les essais des connecteurs électriques qui entrent dans le domaine d’applicati

comit
lorsqu

L’'objett de la présente partie de la CEl 60512 est de détailler une méthode’d’essai norm

pour
spécif
peuve

Bien d

soit particulierement applicable a ceux avec un diameétreld’accouplement de 1,2 mm ou

son u
spécif
afin d
conne
un dis
donné

NOTE
2 R

Les d

document. Pour les réferences datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référ
ntuels

non d
amen

CEl 6
Partie

sente partie de la CEl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliére le\pr

d’études 48 de la CEIl. Elle peut aussi étre utilisée sur des dispositifs sim
‘une spécification particuliére le prescrit.

escrit,

on du
ilaires

jéterminer I'aptitude d’un contact a résister a un moment ou.Ya une force de
é(e). Si la spécification particuliere le précise, des forces~différentes de la
nt étre appliquées.

ue cet essai soit illustré pour la zone d’accouplement-des contacts cylindriques, ¢

ilisation pour les contacts avec d’autres géométries n’est pas exclue. Dans ce ¢
cation particuliére doit contenir des détails suffisants, donnés a I'Article 6, i), j)
b permettre la réalisation de I'essai. De plus, il peut étre utilisé pour toute parti
cteur (par exemple un dispositif de codage*ou de polarisation, un support de ca
positif de verrouillage des contacts), @ condition que suffisamment de détails
s dans la spécification particuliére.

Dans certains cas, la CElI 60068-2-21 peut étre citée dans la spécification particuliére.
gpférences normatives

ocuments de référence suivants sont indispensables pour [|'application du p

htées, la derniere-édition du document de référence s'applique (y compris les éve
lements).

D512-1<1,) Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesu
1-1-Examen général — Essai 1a: Examen visuel

alisée
lexion
lexion

et qu’il
moins,
as, la
et k),
e d’un
ble ou
soient

résent
ences

res -

3 Préparations

3.1

Préparation de I’éprouvette

L’éprouvette doit étre constituée d’'un contact avec ses sorties, et elle peut étre cablée si la
spécification particuliéere le précise. Tout préconditionnement fourni dans la spécification
particuliére doit étre appliqué.

3.2

Equipement

Pour l'application des charges spécifiées, un dispositif adapté capable d’assurer le contréle
des charges (intensité, vitesse d’augmentation, durée d’application de charge constante) doit
étre exigé (par exemple: une machine d’essai de matériaux universelle).
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Si la spécification particuliére exige un préconditionnement particulier de I’éprouvette, tous
les équipements nécessaires et les étapes du processus décrivant un conditionnement de ce
type doivent étre inclus.

4 Montage

Si le montage de I’éprouvette est approprié, il doit étre tel que spécifié dans la spécification
particuliere.

La figure 1 présente un exemple de montage et clarifie les détails a fournir dans la

spécifijeationparteutere:
L >
0,8L
l P
. d |
1 g
¥
M
IEC 1004/08
Légende
L kongueur d’insertion compléte du contact
en essai
P, Point et direction d’application de la force
Sp Déformation permanente
M Dispositifs de montage ou de support
Figure 1 — Flexion des contacts (exemple)
5 Meéthode d’essai
5.1 lGénéralités

Le moment ou la force de flexion spécifié(e) doit étre appliqué(e) a un rythme spécifié,
jusqu’a l'obtention de la valeur spécifiée. On doit la maintenir pendant 1 minute. La charge
doit ensuite étre retirée. Cette procédure doit étre appliquée en quatre points, a angle droit
les uns par rapport aux autres. Pour les contacts cylindriques solides (par exemple tournés)
qui sont symétriques par rapport a I’axe, une seule procédure est nécessaire. S’il en résulte
une déformation permanente dépassant la valeur admissible, un nouvel échantillon doit étre
utilisé.

NOTE Dans le cas de contacts asymétriques (découpés et formés), il convient d'effectuer des procédures
supplémentaires, en choisissant les emplacements "les plus défavorables".
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5.2 Mesures et exigences
5.21 Avant I’essai

Un examen visuel conformément a la CEl 60512-1-1 doit étre effectué.

5.2.2 Pendant I’essai

La déviation et la déformation permanente du contact, mesurées au niveau du point
d’application de cette charge, doivent étre mesurées.

NOTE Dans le cas d’'un contact réalisé a partir d’'un matériau hautement élastique (par exemple acier a ressorts
ou cuiyre au béryllium), la déviation peut étre importante tandis que la déformation permanente .pgut étre
négligepble.

La déformation permanente ne doit pas dépasser les valeurs données dans la. spécification
partictliere.

5.2.3 Apreés I'essai
Un expmen visuel conformément a la CEl 60512-1-1 doit étre effectué
6 Depgtails a spécifier

Lorsque cet essai est stipulé dans une spécification particuliére, les renseignements sujivants
doivent étre donnés:

a) sipun préconditionnement est nécessaire ou non;

b) si|éprouvette doit étre cablée ou non, si.oui/ détailler;

c) siun montage particulier de I'éprouvette est ou non nécessaire;

d) laforce maximale a appliquer;

e) lepoint d’application de la forcexgb relation avec les dispositifs de montage ou de support;
f) la|vitesse d’application de la force;

g) tolite déformation permanente admissible;

h) le hombre d’éprouvettes a soumettre aux essais;
a CEI 60068-2-24-doit étre utilisée ou non;

a géomeétrie_du contact nécessite un équipement particulier ou non, si oui, détaillgr;

i) s
i) s
k) touit écart pafrrapport a la méthode d'essai normalisée.
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